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Postepowanie WCH.2420.07.2018.AB Wroctaw, dnia 13 sierpnia 2018r.

Uczestnicy postepowania

Dotyczy: postepowania na dostawe spektrometru ICP OES dla Wydziatu Chemii
Uniwersytetu Wroctawskiego

Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy

Pytanie:
Czy zamawiajacy dopusci spektrometr ICP-OES, ktérego detektor CCD jest stabilizowany

termicznie do -40°C. Réznica 5°C przy takim zakresie nie wptywa znaczaco juz na eliminacje
szumoéw detektora.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopusci spektrometru ICP-OES, ktdrego detektor CCD jest stabilizowany
termicznie tylko do -40°C. Z wiedzy posiadanej przez Zamawiajacego wynika, ze kazde
obnizenie temperatury detektora (CCD lub CID) powoduje zmniejszenie szumow detektora.
Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykorzystanie spektrometru ICP-OES do badania
sktadu pierwiastkéow na bardzo niskich poziomie rzedu setnych czesci pg/l a nawet
pojedyncze ng/l. Szum detektora bedzie wptywac negatywnie na analizy pierwiastkow w
takim zakresie stezen. Z uwagi na powyzsze Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego
rozwigzania.

Pytanie:
Czy zamawiajacy dopusci spektrometr ICP-OES, ktérego zakres widmowy wynosi od 167 nm

do 785 nm. Zakres powyzej 785 nm z punktu widzenia analitycznego nie ma praktycznego
uzasadnienia, poniewaz nie wystepuja zadne znaczace linie emisyjne dla pierwiastkow, ktoére
mogaq by¢ analizowane technikg emisyjng za pomoca spektrometru ICP-OES

Odpowiedz:

W zakresie powyzej 785 nm wystepuje szereg linii alternatywnych dla wielu pierwiastkéw.
Dodatkowo w tym zakresie nie wystepuje zbyt wiele interferencji, ktére negatywnie
wptywajq na analize. Wykorzystujac linie powyzej 785 nm mozna prowadzi¢ analize probek o
bardzo ztozonej i skomplikowanej matrycy. Dodatkowo z uwagi na to ze linie powyzej 785
majg mniejszg intensywnos$¢ mozna analizowac¢ duzo wieksze zawartosci niz na liniach
gtownych dla danego pierwiastka. Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzania w postaci
spektrometru ICP-OES, ktérego zakres widmowy jest od 167 nm do 785 nm.

Pytanie:

Uprzejmie prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany zapisow
SIWZ w ww. postepowaniu, ktore w swoim obecnym brzmieniu odpowiadajg wytacznie
jednemu typowi spektrometru, serii 5110 firmy Agilent, ktdory to spektrometr charakteryzuje
sie bardzo wysokimi kosztami eksploatacyjnymi i wieloma starymi rozwigzaniami
technicznymi.

W szczegolnosci, czy Zamawiajacy:



- dopusci spektrometr z detektorem najnowszej III generacji SCD, ktdry nie musi by¢ az tak
bardzo chtodzony jak specyfikowany przez Panstwa, poniewaz nie charakteryzuje sie tak
wysokimi szumami w wyzszych temperaturach,

- dopusci spektrometr pracujacy z czestotliwoscig generatora RF wyzszg niz 30MHz, dzieki
czemu posiada on znacznie lepsza tolerancje trudnych matryc.

- dopusci spektrometr posiadajacy zakres spektralny 163-782nm, ktéry obejmuje wszystkie
istotne analitycznie linie emisyjne,

- dopusci oprogramowanie w jezyku angielskim, postugujace sie prostymi frazami jak: start,
stop, metod oraz posiadajace "dymki" pomocowe w jezyku polskim?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany zapisdw SIWZ. Zapisy zawarte w niniejszym
postepowaniu zostaty wyspecyfikowane na podstawie wiedzy i doswiadczenia
Zamawiajacego. Co wiecej wyspecyfikowane parametry minimalne zgodnie z wiedzg
Zamawiajgcego pozwolg w jak najlepszy sposéb wykorzysta¢ spektrometr ICP-OES do
uzyskania jak najlepszych wynikéw analitycznych.

-Zamawiajacy nie dopusci spektrometru ICP-OES z detektorem SCD, ktéry nie jest
stabilizowany termicznie do -45°C. Z wiedzy posiadanej przez Zamawiajqcego wynika, ze
kazde obnizenie temperatury detektora potprzewodnikowego powoduje zmniejszenie
szumow detektora. Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykorzystanie spektrometru ICP-
OES do badania sktadu pierwiastkdw na bardzo niskich poziomie rzedu setnych czesci pg/l a
nawet pojedyncze ng/l. Szum detektora bedzie wptywac¢ negatywnie na analizy pierwiastkow
w takim zakresie stezen. Z uwagi na powyzsze Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego
rozwigzania.

-Z wiedzy i doswiadczenia Zamawiajgacego wynika ze wyzsza czestotliwo$¢ nie ma wptywu na
tolerancje matrycy. Na lepszg tolerancje matrycy ma wptyw budowa generatora oraz jego
zdolno$¢ zmiany mocy przy zmianie matrycy. Co wiecej generatory o czestotliwosci np. 27
MHz charakteryzujg sie dtuzszg zywotnoscig. Zamawiajacy nie dopusci spektrometru
pracujacego z czestotliwoscig generatora RF wyzszg niz 30MHz.

-Zamawiajacy dopusci spektrometr pracujacy od 163 nm lecz nie dopuszcza zeby gorny
zakres spektrometru ICP-OES wynosit 782 nm. W zakresie powyzej 782 nm wystepuje
szereg linii alternatywnych dla wielu pierwiastkdw. Dodatkowo w tym zakresie nie wystepuje
zbyt wiele interferencji, ktore negatywnie wptywajg na analize. Wykorzystujac linie powyzej
782 nm mozna prowadzi¢ analize probek o bardzo ztozonej i skomplikowanej matrycy.
Dodatkowo z uwagi na to ze linie powyzej 782 majg mniejszg intensywnos$¢ mozna
analizowac¢ duzo wieksze zawartosci niz na liniach gtdwnych dla danego pierwiastka.
Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzania w postaci spektrometru ICP-OES, ktérego zakres
widmowy jest od 167 nm do 782 nm.

-Zamawiajacy wymaga oprogramowania w petni w jezyku polskim tym samym nie
dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie:

Opis przedmiotu zamowienia ,przemywanie optyki argonem”. Czy Zamawiajacy wyraza
zgode na zaoferowanie aparatu wyposazonego w uktad optyczny zamkniety w prozniowej
komorze? Rozwigzanie takie nie tylko pozwala na znaczne obnizenie kosztéw eksploatacji
aparatu z uwagi na brak zuzycia argonu do przemywania optyki, ale rowniez sprawia, iz czas
niezbedny do uruchomienia aparatu jest znacznie krotszy niz w przypadku spektrometréw z
optyka przemywang argonem.

Odpowiedz:

Zastosowanie ukfadu optycznego zamknietego w prézniowej komorze wymaga zastosowania
pompy prozniowej. Z wiedzy Zamawiajacego wynika, ze stosowanie pojedynczej pompy
prézniowej moze prowadzi¢ do wytworzenia zbyt niskiej prézni. Dodatkowo pompa
prozniowa wymaga czestych przegladdéw i wymiany oleju co znacznie podwyzsza koszty
eksploatacyjne i moze prowadzi¢ do przestojow w analizach na spektrometrze ICP-OES gdy
pompa ulegnie awarii. Przy spektrometrze gdzie optyka jest ptukana argonem taka obawa
nie wystepuje. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie
aparatu wyposazonego w uktad optyczny zamkniety w prézniowej komorze.



Pytanie:
Opis przedmiotu zamowienia ,automatyczne strojenie optyki i palnika. Nie dopuszcza sie

manualnego strojenia palnika”. Czy Zamawiajqcy wyraza zgode na zaoferowanie
spektrometru ICP-OES, ktéry nie wymaga ani automatycznego ani recznego strojenia
palnika? Palnik montowany jest w optymalnej, statej pozyciji, umozliwiajac zaréwno
obserwacje osiowg oraz boczng na réznych wysokosciach. Uktad taki zapewnia jedna z
najlepszych na rynku rozdzielczo$¢ oraz czutos$¢ nie posiadajac jednoczesnie wad
spektrometréw wyposazonych w automatyczne strojenie palnika, np. podwyzszona
awaryjnosc.

Odpowiedz:

Wymiana palnika lub jego konserwacja wymaga wyjecia i ponownego zamontowania palnika.
Z wiedzy Zamawiajgcego wynika iz nie jest mozliwe ponowne zamontowanie tego samego
palnika tym bardziej nowego w idealnie tej samej pozycji. Ze wzgledu na to Zamawiajacy
wymaga aby byta mozliwo$¢ automatycznego strojenia optyki i palnika. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na zaoferowanie spektrometru ICP-OES, ktéry nie wymaga ani
automatycznego ani recznego strojenia palnika.

Pytanie:

Zamawiajacy w opisie technicznym nie podaje wymogu dotyczacego orientacji palnika, a jest
to niezwykle wazne zagadnienie. Wielu producentéw aparatury wcigz wspiera archaiczne
rozwigzanie bazujace na palniku poziomym, ktore sprzyja powstawaniu ztogéw solnych na
powierzchni palnika oraz znaczaco zwieksza efekt pamieci. Aby zapewni¢ aparat najwyzszej
klasy prosimy o to aby w specyfikacji przetargowej pojawit sie zapis wymagajacy pionowej
orientacji palnika.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w opisie technicznym nie podaje orientacji palnika zeby nie ograniczac
mozliwosci udziatu w postepowaniu innym firmom. Co wiecej Zamawiajacy nie zgadza sie z
tym iz stosowanie palnika w orientacji poziomej jest archaicznym rozwigzaniem. Z wiedzy
Zamawiajgcego wynika iz przy technice pokrewnej jakg jest ICP-MS wszystkie aparaty
dostepne na rynku posiadajg palnik o orientacji poziomej w tym réwniez aparaty firm takich
jak SHIMADZU, Agilent, Thermo Scientific

Pytanie:

Zamawiajacy stusznie zada, aby dostarczony aparat do swojego prawidtowego dziatania
zuzywat jedynie jeden gaz - argon. Znaczaco zmniejsza to koszt instalacji gazowej oraz
utatwia prace analitykowi. Prosimy jednak, aby doprecyzowac, jak duze ilosci gazu majg by¢
zuzywane. Dopuszczenie aparatow, ktérych poziom zuzycia argonu wynosi powyzej
kilkunastu lub kilkudziesieciu litréw/minute sprawia, iz koszty utrzymania drastycznie rosna.
Prosimy wiec o uwzglednienie wymogu: catkowite zuzycie argonu ponizej 12 litréw/minute.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zgadza sie z iz zuzycie argonu na poziomie kilkudziesieciu litréw/minute
sprawia, iz koszty utrzymania drastycznie rosna. Lecz nie zgadza sie na dodanie

zapisu: ,catkowite zuzycie argonu ponizej 12 litrow/minute” poniewaz prowadzito by to do
ograniczenia konkurencyjnosci postepowania. W zwigzku z tym Zamawiajacy dodaje wymaog
0 nastepujgcym brzmieniu: ,catkowite zuzycie argonu ponizej 16 litrdw/minute”.

Pytanie:

Wiekszo$¢ wspotczesnych spektrometréw ICP posiada funkcje wewnetrznej kalibracji
dtugosci fali. Zamawiajacy nie podaje w jak sposdb ma by¢ ona realizowana, a jest to
parametr istotny, gdyz tylko kalibracja w zakresie UV jak i Vis pozwala na osiggniecie
optymalnych parametréw pomiarowych w petnym zakresie dtugosci fali. Prosimy wiec o
doprecyzowanie poprzez zapis méwigcy, iz automatyczna kalibracja dtugosci fali musi
odbywac sie na podstawie analizy minimum trzech pierwiastkow, jak np. Ar, C, N2,
zapewniajqc dostep do wzorcowych linii spektralnych w szerokim zakresie widma od UV az
po Vis, a nie tylko w jego waskim zakresie jak ma to miejsce w przypadku kalibracji na linie
spektralne jednego pierwiastka.



Odpowiedz:

Zamawiajacy zgadza sig iz kalibracja w zakresie UV jak i Vis pozwala na osiggniecie
optymalnych parametréw pomiarowych w petnym zakresie dtugosci fali. Lecz kazdy z
pierwiastkow posiada wiele linii analitycznych przy ktérych mozna wykona¢ kalibracje i nie
jest potrzebne uzycie do kalibracji az trzech pierwiastkéw. W zwigzku z tym Zamawiajacy
dodaje wymodg o nastepujgcym brzmieniu: ,,automatyczna kalibracja diugosci fali musi
odbywac sie na podstawie analizy minimum jednego pierwiastka, jak np. C”

Przewodniczacy Komisji Przetargowej



